Espectroscopia de Impedancias
Catalizadores

Sistema: WO _-ZrO, = Dificultades para la medicic’)ns

Efectos de electrodo.
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C,~10!" F casi independiente de T
(dieléctrico clasico)

p,~10°> ohm-cm
Arrhenius: E =1.32 eV

R,C,; corresponde al ZrO,
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C,~10"°F

T~923 K Dispersion también observada en
el Arrhenius, clasico de un semiconductor
extrinseco.

T~1035 K Dispersion asociada a reduccion
parcial de regiones de WO ._.

Ambas dispersiones estan asociadas a
mecanismos de conduccion.

Ademas, se tiene una importante actividad
dipolar en las especies de WO _.
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